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6.2.1 Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6.2.2 Schichtmorphologie und Ergebnisse der FIB-Querschnittsanalyse . . . 91

6.2.3 Ergebnisse der XPS-Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6.3 Supraleitende Eigenschaften der TFA-YBa2Cu3O7−x-Schichten . . . . . . . . 95

6.4 Mittels PLD hergestellte CeO2- und YBa2Cu3O7−x-Schichten . . . . . . . . . 99

7 Zusammenfassende Diskussion und Ausblick 103

Literaturverzeichnis 107

A Anhang 123
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